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AUTOMACAO DE PROCESSOS EM
MICROSCOPIA DE VARREDURA POR

SONDA

Estagio de desenvolvimento: Avangado (protoétipo)

Descricao
Automacdo de processos em microscopia de varredura por sonda e demais sistemas

implementados por programa de computador.

Método e equipamento de posicionamento automatico para microscopia por
varredura de sonda e espectroscopia Optica in situ

BR1020150112335

HSPE Toolbox - Aprimoramento da versao original HSPE para analise
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espectral que inclui criacao, edicdo e remocédo de bandas espectrais

ProbeMaster - Automacao de varredura com a sonda para deteccéo de regido
de sinal 6timo

BR5120200010270

FocusMaster - Automacgéo do foco e seletor de portas 6pticas do microscopio;
BR5120200010261 Motorizacdo do ajuste de intensidade luminosa através da utilizagcao de filtros
de densidade 6ptica; monitoramento de temperatura e umidade ambientes

Software para controle de equipamento para espectroscopia Optica de campo
proximo
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CRICT - Software embarcado para comunicagéo de dados, interface e controle
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de dispositivos periféricos para espectroscopia 6ptica de campo préximo

CRICT - Design em Verilog/SystemVerilog para gerenciamento das malhas de
controle e comunicagdo com os periféricos utilizados no equipamento para
realizacdo de scan AFM (Atomic Force Microscope), STM (Scanning Tunneling
Microscope) e TERS (Tip-Enhanced Raman Scat
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